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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　分光分析装置を制御する制御装置であって、
　前記分光分析装置で取得された試料像を表示部に表示させる制御を行う試料像表示制御
部と、
　ポインティング手段による前記試料像上の分析位置の指定に基づき前記分光分析装置に
対して分析を開始させる制御を行い、前記ポインティング手段による前記分析位置の指定
の解除に基づき前記分光分析装置に対して分析を終了させる制御を行う分析装置制御部と
、
を含む、制御装置。
【請求項２】
　請求項１において、
　前記分光分析装置における分析結果を前記表示部に表示させる制御を行う分析結果表示
制御部を含み、
　前記分析結果表示制御部は、
　前記分析位置の指定に基づき前記分析結果を前記表示部に表示させる制御を開始し、前
記分析位置の指定の解除に基づき前記分析結果を前記表示部に表示させる制御を終了する
、制御装置。
【請求項３】
　請求項１または２において、
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　前記分光分析装置から出力された分析データを記憶部に記憶させる制御を行う分析結果
記憶制御部を含み、
　前記分析結果記憶制御部は、
　前記分析位置の指定に基づき前記記憶部に前記分析データを記憶させる処理を開始し、
前記分析位置の指定の解除に基づき前記記憶部に記憶された前記分析データを消去する処
理を行う、制御装置。
【請求項４】
　分光分析装置を制御する制御装置であって、
　前記分光分析装置で取得された試料像を表示部に表示させる制御を行う試料像表示制御
部と、
　ポインティング手段による前記試料像上の分析位置の指定がなされた場合に、分析開始
アイコンを前記表示部に表示させる制御を行うアイコン表示制御部と、
　前記ポインティング手段による前記分析開始アイコンに対する操作に基づき前記分光分
析装置に対して分析を開始させる制御を行い、前記分析開始アイコンに対する操作の解除
に基づき前記分光分析装置に対して分析を終了させる制御を行う分析装置制御部と、
を含む、制御装置。
【請求項５】
　分光分析装置を制御する制御方法であって、
　前記分光分析装置で取得された試料像を表示部に表示させる制御を行う工程と、
　ポインティング手段による前記試料像上の分析位置の指定に基づき前記分光分析装置に
対して分析を開始させる制御を行う工程と、
　前記ポインティング手段による前記分析位置の指定の解除に基づき前記分光分析装置に
対して分析を終了させる制御を行う工程と、
を含む、制御方法。
【請求項６】
　請求項５において、
　前記分析位置の指定に基づき前記分光分析装置における分析結果を前記表示部に表示さ
せる制御を開始する工程と、
　前記分析位置の指定の解除に基づき前記分析結果を前記表示部に表示させる制御を終了
する工程と、
を含む、制御方法。
【請求項７】
　請求項５または６において、
　前記分析位置の指定に基づき記憶部に前記分光分析装置から出力された分析データを記
憶させる処理を開始する工程と、
　前記分析位置の指定の解除に基づき前記記憶部に記憶された前記分析データを消去する
処理を行う工程と、
　を含む、制御方法。
【請求項８】
　分光分析装置を制御する制御方法であって、
　前記分光分析装置で取得された試料像を表示部に表示させる制御を行う工程と、
　ポインティング手段による前記試料像上の分析位置の指定がなされた場合に、分析開始
アイコンを前記表示部に表示させる制御を行う工程と、
　前記ポインティング手段による前記分析開始アイコンに対する操作に基づき前記分光分
析装置に対して分析を開始させる制御を行う工程と、
　前記分析開始アイコンに対する操作の解除に基づき前記分光分析装置に対して分析を終
了させる制御を行う工程と、
を含む、制御方法。
【請求項９】
　請求項１ないし４のいずれか１項に記載の制御装置を含む、分析システム。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、制御装置、制御方法、および分析システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　エネルギー分散型Ｘ線分析装置（ｅｎｅｒｇｙ　ｄｉｓｐｅｒｓｉｖｅ　Ｘ－ｒａｙ　
ｓｐｅｃｔｒｏｍｅｔｅｒ、ＥＤＳ）が搭載された電子顕微鏡では、試料の任意の位置で
、試料の元素組成情報を得るための分析を行うことができる。
【０００３】
　例えば、特許文献１には、表示装置の画面上に表示された電子顕微鏡画像における分析
位置をポインティングデバイスで指定することにより、この指定された分析対象位置に電
子線を照射するとともに、エネルギー分散型Ｘ線分析装置がＸ線スペクトルの取り込みを
開始するようにしたエネルギー分散型Ｘ線マイクロアナライザが開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特許第３６５４５５１号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ＥＤＳが搭載された電子顕微鏡等の分光分析装置を用いて分析を行う場合、保存してお
く価値のある分析データを取得するためには、あらかじめ装置を適切な分析条件に設定し
ておく必要がある。
【０００６】
　しかしながら、このような分析では試料状態の影響が大きく、共通の条件を流用できな
いため、仮の分析条件で実際に分析を行ってみてから、詳細な分析条件を設定する場合が
多い。そのため、保存しておく価値ある分析データを取得するためには、仮の分析条件で
の複数回の分析が必要となる場合もあり、装置の操作性が悪いと、分析開始から終了まで
に時間がかかってしまう等の問題がある。
【０００７】
　本発明は、以上のような問題点に鑑みてなされたものであり、本発明のいくつかの態様
に係る目的の１つは、分光分析装置の操作性を向上させることができる制御装置および制
御方法を提供することにある。また、本発明のいくつかの態様に係る目的の１つは、上記
制御装置を含む分光分析システムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　（１）本発明に係る制御装置は、
　分光分析装置を制御する制御装置であって、
　前記分光分析装置で取得された試料像を表示部に表示させる制御を行う試料像表示制御
部と、
　ポインティング手段による前記試料像上の分析位置の指定に基づき前記分光分析装置に
対して分析を開始させる制御を行い、前記ポインティング手段による前記分析位置の指定
の解除に基づき前記分光分析装置に対して分析を終了させる制御を行う分析装置制御部と
、
を含む。
【０００９】
　このような制御装置では、分析装置制御部がポインティング手段による前記試料像上の
分析位置の指定に基づき分光分析装置に対して分析を開始させる制御を行い、ポインティ
ング手段による分析位置の指定の解除に基づき分光分析装置に対して分析を終了させる制
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御を行う。これにより、ユーザーは分析を開始させるためのアイコンや、分析を終了させ
るためのアイコン等を操作しなくてもよいため、分光分析装置の操作性を向上させること
ができる。
【００１０】
　（２）本発明に係る制御装置において、
　前記分光分析装置における分析結果を前記表示部に表示させる制御を行う分析結果表示
制御部を含み、
　前記分析結果表示制御部は、
　前記分析位置の指定に基づき前記分析結果を前記表示部に表示させる制御を開始し、前
記分析位置の指定の解除に基づき前記分析結果を前記表示部に表示させる制御を終了して
もよい。
【００１１】
　このような制御装置では、ユーザーは不必要な分析結果を表示部から消去するための操
作を行わなくてもよいため、分光分析装置の操作性を向上させることができる。
【００１２】
　（３）本発明に係る制御装置において、
　前記分光分析装置から出力された分析データを記憶部に記憶させる制御を行う分析結果
記憶制御部を含み、
　前記分析結果記憶制御部は、
　前記分析位置の指定に基づき前記記憶部に前記分析データを記憶させる処理を開始し、
前記分析位置の指定の解除に基づき前記記憶部に記憶された前記分析データを消去する処
理を行ってもよい。
【００１３】
　このような制御装置では、ユーザーは不必要な分析データを記憶部から消去するための
操作を行わなくてもよいため、分光分析装置の操作性を向上させることができる。
【００１４】
　（４）本発明に係る制御装置は、
　分光分析装置を制御する制御装置であって、
　前記分光分析装置で取得された試料像を表示部に表示させる制御を行う試料像表示制御
部と、
　ポインティング手段による前記試料像上の分析位置の指定がなされた場合に、分析開始
アイコンを前記表示部に表示させる制御を行うアイコン表示制御部と、
　前記ポインティング手段による前記分析開始アイコンに対する操作に基づき前記分光分
析装置に対して分析を開始させる制御を行い、前記分析開始アイコンに対する操作の解除
に基づき前記分光分析装置に対して分析を終了させる制御を行う分析装置制御部と、
を含む。
【００１５】
　このような制御装置では、分析装置制御部が、ポインティング手段による分析開始アイ
コンに対する操作に基づき分光分析装置に対して分析を開始させる制御を行い、分析開始
アイコンに対する操作の解除に基づき分光分析装置に対して分析を終了させる制御を行う
。これにより、ユーザーは分析を終了させるためのアイコン等を操作する必要がないため
、分光分析装置の操作性を向上させることができる。また、例えば、ポインティング手段
による分析位置を指定するための操作が誤認識されるおそれを低減させることができる。
【００１６】
　（５）本発明に係る制御方法は、
　分光分析装置を制御する制御方法であって、
　前記分光分析装置で取得された試料像を表示部に表示させる制御を行う工程と、
　ポインティング手段による前記試料像上の分析位置の指定に基づき前記分光分析装置に
対して分析を開始させる制御を行う工程と、
　前記ポインティング手段による前記分析位置の指定の解除に基づき前記分光分析装置に
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対して分析を終了させる制御を行う工程と、
を含む。
【００１７】
　このような制御方法では、ポインティング手段による試料像上の分析位置の指定に基づ
き分光分析装置に対して分析を開始させる制御を行う工程と、ポインティング手段による
分析位置の指定の解除に基づき分光分析装置に対して分析を終了させる制御を行う工程と
、を含む。これにより、ユーザーが分析を開始させるためのアイコンや、分析を終了させ
るためのアイコン等を操作する必要がないため、分光分析装置の操作性を向上させること
ができる。
【００１８】
　（６）本発明に係る制御方法において、
　前記分析位置の指定に基づき前記分光分析装置における分析結果を前記表示部に表示さ
せる制御を開始する工程と、
　前記分析位置の指定の解除に基づき前記分析結果を前記表示部に表示させる制御を終了
する工程と、
を含んでいてもよい。
【００１９】
　このような制御装置では、ユーザーは不必要な分析結果を表示部から消去するための操
作を行わなくてもよいため、分光分析装置の操作性を向上させることができる。
【００２０】
　（７）本発明に係る制御方法において、
　前記分析位置の指定に基づき記憶部に前記分光分析装置から出力された分析データを記
憶させる処理を開始する工程と、
　前記分析位置の指定の解除に基づき前記記憶部に記憶された前記分析データを消去する
処理を行う工程と、
を含んでいてもよい。
【００２１】
　このような制御方法では、ユーザーは不必要な分析データを記憶部から消去するための
操作を行わなくてもよいため、分光分析装置の操作性を向上させることができる。
【００２２】
　（８）本発明に係る制御方法は、
　分光分析装置を制御する制御方法であって、
　前記分光分析装置で取得された試料像を表示部に表示させる制御を行う工程と、
　ポインティング手段による前記試料像上の分析位置の指定がなされた場合に、分析開始
アイコンを前記表示部に表示させる制御を行う工程と、
　前記ポインティング手段による前記分析開始アイコンに対する操作に基づき前記分光分
析装置に対して分析を開始させる制御を行う工程と、
　前記分析開始アイコンに対する操作の解除に基づき前記分光分析装置に対して分析を終
了させる制御を行う工程と、
を含む。
【００２３】
　このような制御方法では、ポインティング手段による前記分析開始アイコンに対する操
作に基づき分光分析装置に対して分析を開始させる制御を行う工程と、分析開始アイコン
に対する操作の解除に基づき分光分析装置に対して分析を終了させる制御を行う工程と、
を含む。これにより、ユーザーは分析を終了させるためのアイコン等を操作する必要がな
いため、分光分析装置の操作性を向上させることができる。また、例えば、ポインティン
グ手段による分析位置を指定するための操作が誤認識されるおそれを低減させることがで
きる。
【００２４】
　（９）本発明に係る分析システムは、
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　本発明に係る制御装置を含む。
【００２５】
　このような分析システムでは、本発明に係る制御装置を含むため、操作性を向上させる
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】第１実施形態に係る制御装置を含む分析システムの機能ブロック図。
【図２】第１実施形態に係る制御装置の設定画面の一例を示す図。
【図３】第１実施形態の分光分析装置の操作の一例を説明するための図。
【図４】第１実施形態の分光分析装置の操作の一例を説明するための図。
【図５】第１実施形態の分光分析装置の操作の一例を説明するための図。
【図６】第１実施形態に係る制御装置の動作の一例を示すフローチャート。
【図７】第２変形例の分光分析装置の操作の一例を説明するための図。
【図８】第２変形例分光分析装置の操作の一例を説明するための図。
【図９】第２変形例分光分析装置の操作の一例を説明するための図。
【図１０】第３変形例の分光分析装置の操作の一例を説明するための図。
【図１１】第４変形例の分光分析装置の操作の一例を説明するための図。
【図１２】第４変形例の分光分析装置の操作の一例を説明するための図。
【図１３】第２実施形態に係る制御装置を含む分析システムの機能ブロック図。
【図１４】第２実施形態の分光分析装置の操作の一例を説明するための図。
【図１５】第２実施形態の分光分析装置の操作の一例を説明するための図。
【図１６】第２実施形態の分光分析装置の操作の一例を説明するための図。
【図１７】第２実施形態の分光分析装置の操作の一例を説明するための図。
【図１８】第２実施形態の分光分析装置の操作の一例を説明するための図。
【図１９】第２実施形態に係る制御装置の動作の一例を示すフローチャート。
【図２０】第３実施形態に係る制御装置を含む分析システムの機能ブロック図。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　以下、本発明の好適な実施形態について図面を用いて詳細に説明する。なお、以下に説
明する実施形態は、特許請求の範囲に記載された本発明の内容を不当に限定するものでは
ない。また、以下で説明される構成の全てが本発明の必須構成要件であるとは限らない。
【００２８】
　１．　第１実施形態
　１．１．　制御装置
　まず、第１実施形態に係る制御装置について図面を参照しながら説明する。図１は、第
１実施形態に係る制御装置１００を含む分析システム１０００の機能ブロック図の一例を
示す図である。
【００２９】
　分析システム１０００は、分光分析装置１０１と、制御装置１００と、を含む。
【００３０】
　分光分析装置１０１は、試料の任意の位置で、試料の元素組成情報を得るための分析を
行うことが可能な装置である。分光分析装置１０１は、図示の例では、エネルギー分散型
Ｘ線分析装置（ＥＤＳ）１０４が搭載された電子顕微鏡１０２である。電子顕微鏡１０２
は、例えば、透過電子顕微鏡（ＴＥＭ）、走査透過電子顕微鏡（ＳＴＥＭ）、走査電子顕
微鏡（ＳＥＭ）等である。以下では、電子顕微鏡１０２が走査電子顕微鏡である例につい
て説明する。
【００３１】
　制御装置１００は、分光分析装置１０１を制御するための装置である。制御装置１００
は、電子顕微鏡１０２と、ＥＤＳ１０４と、を制御する。分析システム１０００では、１
つの制御装置１００によって電子顕微鏡１０２およびＥＤＳ１０４の両方を制御すること
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ができるため、例えば、電子顕微鏡を制御するための制御装置とＥＤＳを制御するための
制御装置とが別である場合と比べて、操作性を向上させることができる。
【００３２】
　制御装置１００は、処理部１０と、タッチパネル２０（ポインティング手段の一例）と
、表示部３０と、記憶部４０と、情報記憶媒体５０と、を含む。
【００３３】
　タッチパネル２０は、ユーザーが操作情報を入力するためのものであり、入力された操
作情報を処理部１０に出力する。タッチパネル２０は、タッチパネルに対する接触操作（
指定操作）によって入力された入力情報を処理部１０に出力する。タッチパネル方式とし
ては、抵抗膜方式（４線式、５線式）、静電容量結合方式、超音波表面弾性波方式、赤外
線走査方式などがある。タッチパネル２０は、表示部３０の表示領域に設けられ、表示部
３０とともにタッチパネルディスプレイを構成する。タッチパネル２０への接触操作は、
指先を用いて行ってもよいし、タッチペンなどを用いて行ってもよい。
【００３４】
　表示部３０は、処理部１０によって生成された画像を表示するものであり、その機能は
、ＬＣＤ、ＣＲＴ、タッチパネル２０を備えたタッチパネルディスプレイなどにより実現
できる。
【００３５】
　記憶部４０は、処理部１０のワーク領域となるものであり、その機能はＲＡＭなどによ
り実現できる。情報記憶媒体５０（コンピューターにより読み取り可能な媒体）は、プロ
グラムやデータなどを格納するものであり、その機能は、光ディスク（ＣＤ，ＤＶＤ）、
光磁気ディスク（ＭＯ）、磁気ディスク、ハードディスク、磁気テープ、あるいはメモリ
（ＲＯＭ）などにより実現できる。処理部１０は、情報記憶媒体５０に格納されるプログ
ラム（データ）に基づいて本実施形態の種々の処理を行う。情報記憶媒体５０には、処理
部１０の各部としてコンピューターを機能させるためのプログラムを記憶することができ
る。
【００３６】
　記憶部４０には、例えば、分光分析装置１０１から出力された分析データが記憶される
。分析データは、例えば、ＥＤＳスペクトルデータである。
【００３７】
　処理部１０は、分光分析装置１０１で取得された試料像（電子顕微鏡像）や、分光分析
装置１０１における分析結果（ＥＤＳスペクトル等）を表示部３０に表示させる制御を行
う処理や、分光分析装置１０１から出力された分析データを記憶部４０に記憶させる処理
、分光分析装置１０１を制御する処理などを行う。処理部１０の機能は、各種プロセッサ
（ＣＰＵ、ＤＳＰ等）、ＡＳＩＣ（ゲートアレイ等）などのハードウェアや、プログラム
により実現できる。処理部１０は、試料像表示制御部１２と、判定部１３と、分析装置制
御部１４と、分析結果記憶制御部１６と、分析結果表示制御部１８と、を含む。
【００３８】
　試料像表示制御部１２は、分光分析装置１０１で取得された試料像（電子顕微鏡像）を
表示部３０に表示させる制御を行う。
【００３９】
　判定部１３は、表示部３０に表示された試料像上の分析位置の指定がなされたか否かを
判断する処理を行う。また、判定部１３は、分析位置の指定が解除されたか否かを判断す
る処理を行う。
【００４０】
　本実施形態において、分析位置の指定は、例えば、ユーザーが指先（タッチペン等でも
よい）を表示部３０に表示された試料像上の任意の位置に接触させること（接触操作）に
より行われる。判定部１３は、表示部３０に表示された試料像上においてタッチパネル２
０により接触操作（タッチパネル２０への接触）が検出された場合に、当該分析位置の指
定がなされたと判断する。
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【００４１】
　また、本実施形態において、分析位置の解除は、例えば、ユーザーが試料像上の分析位
置に接触させていた指先ＦＧを離すこと（タッチアップ操作）により行われる。判定部１
３は、表示部３０に表示された試料像上においてタッチパネル２０により分析位置への接
触が検出されなくなった場合（タッチアップ操作が検出された場合）に、当該分析位置の
指定が解除されたと判断する。
【００４２】
　分析装置制御部１４は、分光分析装置１０１を制御するための処理を行う。分析結果記
憶制御部１６は、分光分析装置１０１から出力された分析データを記憶部４０に記憶させ
る制御を行う。分析結果表示制御部１８は、分光分析装置１０１における分析結果を表示
部３０に表示させる制御を行う。
【００４３】
　ここで、制御装置１００は、インスタント分析モード（以下「第１モード」ともいう）
と、本分析モード（以下「第２モード」ともいう）と、を有している。第１モードは、分
析条件を決定するための予備的な分析（測定）を行うためのモードである。第２モードは
、保存しておく価値ある分析データを取得するためのモードである。
【００４４】
　まず、第１モードについて説明する。
【００４５】
　分析装置制御部１４は、第１モードにおいて、タッチパネル２０による表示部３０に表
示された試料像上の分析位置の指定に基づき分光分析装置１０１に対して分析を開始させ
る制御を行い、タッチパネル２０による分析位置の指定の解除に基づき分光分析装置１０
１に対して分析を終了させる制御を行う。分析装置制御部１４は、判定部１３によって分
析位置の指定がなされたと判断された場合に、分光分析装置１０１に対して分析を開始さ
せる制御を行う。また、分析装置制御部１４は、判定部１３によって分析位置の指定が解
除されたと判断された場合に、分光分析装置１０１に対して分析を終了させる制御を行う
。
【００４６】
　分析結果記憶制御部１６は、第１モードにおいて、タッチパネル２０による分析位置の
指定に基づき記憶部４０に分析データを記憶させる処理を開始し、タッチパネル２０によ
る分析位置の指定の解除に基づき記憶部４０に記憶された分析データを消去する処理を行
う。例えば、第１モードにおいて、分析結果記憶制御部１６は、判定部１３によって分析
位置の指定がなされたと判断された場合に、記憶部４０に分析データを記憶させる処理を
開始する。また、分析結果記憶制御部１６は、判定部１３によって分析位置の指定が解除
されたと判断された場合に、記憶部４０に記憶された分析データを消去する処理を行う。
【００４７】
　分析データ（ＥＤＳスペクトルデータ）は、分析結果記憶制御部１６が分析データを記
憶させる処理を開始した後、分析データを消去する処理を行うまで積算される。本実施形
態では、分析データは、ＥＤＳ１０４の検出器により分光・検出されたＸ線信号に基づく
データ（ＥＤＳスペクトルデータ）であり、マルチチャネルアナライザー（図示せず）を
介してその電気パルスの高さ（Ｘ線のエネルギー値）に応じて記憶部４０に記憶されて積
算される。
【００４８】
　分析結果表示制御部１８は、第１モードにおいて、タッチパネル２０による分析位置の
指定に基づき分析結果（ＥＤＳスペクトル）を表示部３０に表示させる制御を開始し、タ
ッチパネル２０による分析位置の指定の解除に基づき分析結果を表示部３０に表示させる
制御を終了する。例えば、第１モードにおいて、分析結果表示制御部１８は、判定部１３
によって分析位置の指定がなされたと判断された場合に、表示部３０に分析結果を表示さ
せる制御を開始する。また、分析結果表示制御部１８は、判定部１３によって分析位置の
指定が解除されたと判断された場合に、表示部３０に表示された分析結果を表示させる制
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御を終了する。すなわち、分析位置の指定が解除された場合、表示部３０には分析結果は
表示されない。
【００４９】
　次に、第２モードについて説明する。
【００５０】
　分析装置制御部１４は、第２モードにおいて、タッチパネル２０による表示部３０に表
示された試料像上の分析位置の指定がなされた後、表示部３０に表示されている分析開始
アイコンの操作に応じて分光分析装置１０１に対して分析を開始させる制御を行い、あら
かじめ設定されている所定時間経過後、または分析終了アイコンの操作に応じて分光分析
装置１０１に対して分析を終了させる制御を行う。
【００５１】
　分析結果記憶制御部１６は、第２モードにおいて、表示部３０に表示されている分析開
始アイコンの操作に応じて分光分析装置１０１から出力された分析データを記憶部４０に
記憶させる処理（分析データを積算する処理）を開始し、あらかじめ設定されている所定
時間経過後、または分析終了アイコンの操作に応じて分析データを積算する処理を終了す
る。
【００５２】
　分析結果表示制御部１８は、第２モードにおいて、表示部３０に表示されている分析開
始アイコンの操作に応じて分析結果（ＥＤＳスペクトル）を表示部３０に表示させる制御
を開始し、分析が終了した後、次に分析開始アイコンの操作が行われるまで表示部３０に
分析結果を表示させる制御を行う。すなわち、次の分析が行われるまで、表示部３０には
分析結果が表示され、次の分析が開始されると、分析結果の表示が更新される。
【００５３】
　１．２．　本実施形態の手法
　次に、本実施形態の手法について図面を用いて説明する。
【００５４】
　図２は、タッチパネルディスプレイ（タッチパネル２０を備えた表示部３０）に表示さ
れる設定画面（ＧＵＩ：グラフィカルユーザーインタフェース）１の一例を示す図である
。
【００５５】
　設定画面１は、図２に示すように、試料像表示部２と、分析結果表示部３と、操作部４
と、を含む。
【００５６】
　試料像表示部２には、分光分析装置１０１で取得された試料像が表示される。試料像表
示部２には、例えば、電子顕微鏡像が表示される。分析結果表示部３には、分光分析装置
１０１における分析結果が表示される。分析結果表示部３には、例えば、ＥＤＳスペクト
ルが表示される。操作部４は、分光分析装置１０１の操作を行うためのＧＵＩ要素（ボタ
ン、アイコン等）が配置されている。操作部４には、インスタント分析アイコン５と、点
分析アイコン６と、分析開始アイコン６ａと、分析終了アイコン６ｂと、が配置されてい
る。インスタント分析アイコン５が操作されることで、制御装置１００は第１モードで動
作し、点分析アイコン６が操作されることで、制御装置１００は第２モードで動作する。
【００５７】
　まず、インスタント分析アイコン５が操作されて、制御装置１００が第１モードで動作
する場合について説明する。図３～図５は、制御装置１００における分光分析装置１０１
の操作の一例を説明するための図である。
【００５８】
　ユーザーが指先ＦＧをインスタント分析アイコン５に接触させる操作（インスタント分
析アイコン（ボタン）５を押す操作）を行うことで、制御装置１００は第１モードで動作
する。このとき、処理部１０は、分光分析装置１０１に対して電子線の走査を中止させる
制御を行う。
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【００５９】
　そして、図３に示すように、ユーザーが指先ＦＧを試料像表示部２に表示された試料像
上の任意の位置に接触させる操作を行うことで、分析位置が指定される。これにより、分
光分析装置１０１では、指定された分析位置で分析が開始される。
【００６０】
　図４に示すように、分析が開始されると同時に、記憶部４０に分光分析装置１０１から
出力された分析データが記憶され、ＥＤＳスペクトル（分析結果）が分析結果表示部３に
表示される。分析結果の表示を見ることで、ユーザーは分析位置の組成を確認することが
できる。ユーザーが指先ＦＧを試料像表示部２に接触させる操作を行っている間は分析が
継続して行われ、分析データが積算され続ける。そして、分析結果表示部３には、積算さ
れたＥＤＳスペクトルがリアルタイムに表示される。ユーザーは、例えば微小ピークの有
無の判定を行う必要がある場合は、分析時間を長く（試料像表示部２への指先ＦＧの接触
を継続する時間を長く）することで、Ｓ／Ｎ比の良いスペクトルを得て、微小ピークの有
無の判定を正確に行うことができる。一方、目的とする元素のピークが得られないとわか
れば、試料像表示部２への指先ＦＧの接触を即座に解除すればよい。このように、積算さ
れたスペクトルの表示を見ることで、ユーザーは分析時間を長くするか短くするかの正確
な判断を行うことができる。
【００６１】
　図５に示すように、ユーザーが指先ＦＧを試料像表示部２から離す操作（タッチアップ
）を行うことで、分析位置の指定が解除される。これにより、分光分析装置１０１では、
直ちに分析が終了する。このとき、分析結果表示部３に表示されていたＥＤＳスペクトル
は非表示となり、記憶部４０に記憶されている分析データは消去される。
【００６２】
　次に、点分析アイコン６が押されて、制御装置１００が第２モードで動作する場合につ
いて説明する。ユーザーが指先ＦＧを点分析アイコン６に接触させる操作（点分析アイコ
ン（ボタン）６を押す操作）を行うことで、制御装置１００は第２モードで動作する。こ
のとき、処理部１０は、分光分析装置１０１に対して電子線の走査を中止させる制御を行
う。
【００６３】
　図３に示すように、ユーザーが指先ＦＧを試料像表示部２に表示された試料像上の任意
の位置に接触させる操作を行うことで、分析位置が指定される。次に、ユーザーが指先Ｆ
Ｇを分析開始アイコン６ａに接触させる操作を行うことで、分光分析装置１０１では指定
された分析位置で分析が開始される。そして、あらかじめ設定された所定時間経過後、ま
たはユーザーが指先ＦＧを分析終了アイコン６ｂに接触させる操作（分析終了アイコン（
ボタン）６ｂを押す操作）を行うことで、分析が終了する。このとき、分析結果表示部３
に表示されていたＥＤＳスペクトルは表示されたままであり、記憶部４０には積算された
分析データが記憶される（保存される）。なお、記憶部４０には、分析データとともに、
分析位置の情報が記憶される。
【００６４】
　１．３．　制御装置の動作
　次に、本実施形態に係る制御装置の動作について説明する。ここでは、第１モードにお
ける制御装置１００の動作について説明する。図６は、制御装置１００の動作の一例を示
すフローチャートである。
【００６５】
　まず、試料像表示制御部１２は、分光分析装置１０１の電子顕微鏡１０２で取得された
電子顕微鏡像（試料像）を取得し、表示部３０（試料像表示部２）に表示させる制御を行
う（ステップＳ１０）。
【００６６】
　次に、判定部１３は、ユーザーによって表示部３０に表示された試料像上の分析位置が
指定されたか否かを判断する（ステップＳ１２）。
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【００６７】
　分析位置が指定されたと判断された場合（ステップＳ１２の「Ｙ」）、すなわち、タッ
チパネル２０による分析位置の指定に基づいて、分析装置制御部１４は、分光分析装置１
０１に対して分析を開始させる制御を行う（ステップＳ１４）。
【００６８】
　分析装置制御部１４は、例えば、判定部１３によって分析位置の指定がなされた判断さ
れると、直ちに分析を開始させるための制御信号を分光分析装置１０１に送る処理を行う
。この制御信号を受けて、分光分析装置１０１では、指定された分析位置に電子線が照射
され、試料から放出された特性Ｘ線がＥＤＳ１０４で検出される。
【００６９】
　また、分析位置が指定されたと判断された場合（ステップＳ１２の「Ｙ」）、分析結果
記憶制御部１６は、分光分析装置１０１から出力された分析データを記憶部４０に記憶さ
せる処理を開始する（ステップＳ１６）。
【００７０】
　また、分析位置が指定されたと判断された場合（ステップＳ１２の「Ｙ」）、分析結果
表示制御部１８は、ＥＤＳスペクトル（分析結果）を表示部３０に表示させる制御を開始
する（ステップＳ１８）。分析結果表示制御部１８は、例えば、記憶部４０に記憶されて
いる分析データを読み出して、表示部３０にＥＤＳスペクトルを表示させる制御を行う。
【００７１】
　次に、判定部１３は、ユーザーによって表示部３０に表示された試料像上の分析位置の
指定が解除されたか否かを判断する（ステップＳ２０）。
【００７２】
　分析位置の指定が解除されたと判断された場合（ステップＳ２０の「Ｙ」）、すなわち
、タッチパネル２０による分析位置の指定の解除に基づいて、分析装置制御部１４は、分
光分析装置１０１に対して分析を終了させる制御を行う（ステップＳ２２）。
【００７３】
　分析装置制御部１４は、判定部１３によって分析位置の指定が解除されたと判断される
と、直ちに分析を終了させるための制御信号を分光分析装置１０１に送る処理を行う。こ
の制御信号を受けて、分光分析装置１０１では、分析位置に対する電子線の照射が中止さ
れる。
【００７４】
　また、分析位置の指定が解除されたと判断された場合（ステップＳ２０の「Ｙ」）、分
析結果記憶制御部１６は、記憶部４０に記憶されていた分析データを消去する処理を行う
（ステップＳ２４）。これにより、記憶部４０に記憶されていた積算された分析データは
消去される。
【００７５】
　また、分析位置の指定が解除されたと判断された場合（ステップＳ２０の「Ｙ」）、分
析結果表示制御部１８は、ＥＤＳスペクトル（分析結果）を表示部３０に表示させる制御
を終了する（ステップＳ２６）。これにより、表示部３０（分析結果表示部３）には、Ｅ
ＤＳスペクトルは表示されない。そして、ステップＳ１２に戻り、ステップＳ１２～ステ
ップＳ２６の処理が繰り返される。
【００７６】
　一方、分析位置の指定が解除されていないと判断された場合（ステップＳ２０の「Ｎ」
）、ステップＳ１６に戻って、ステップＳ１６、ステップＳ１８の処理が行われる。すな
わち、記憶部４０には分析データが積算され、表示部３０には積算されたＥＤＳスペクト
ルが表示され続ける。
【００７７】
　制御装置１００は、例えば、以下の特長を有する。
【００７８】
　制御装置１００では、分析装置制御部１４は、タッチパネル２０による試料像上の分析



(12) JP 6403213 B2 2018.10.10

10

20

30

40

50

位置の指定に基づき分光分析装置１０１に対して分析を開始させる制御を行い、タッチパ
ネル２０による分析位置の指定の解除に基づき分光分析装置１０１に対して分析を終了さ
せる制御を行う。そのため、例えば、ユーザーが指先ＦＧを試料像表示部２に表示された
試料像上の任意の位置に接触させる操作を行うことで分析が開始され、ユーザーが指先Ｆ
Ｇを試料像表示部２から離す操作（タッチアップ）を行うことで分析が終了する。したが
って、ユーザーは分析を開始させるためのアイコンや、分析を終了させるためのアイコン
等の操作を行わなくてもよいため、分光分析装置の操作性を向上させることができ、分析
の時間を短縮することができる。
【００７９】
　制御装置１００では、分析結果記憶制御部１６は、タッチパネル２０による試料像上の
分析位置の指定に基づき記憶部４０に分析データを記憶させる処理を開始し、タッチパネ
ル２０による分析位置の指定の解除に基づき記憶部４０に記憶された分析データを消去す
る処理を行う。これにより、ユーザーは不必要な分析データを記憶部４０から消去する操
作を行わなくてもよいため、分光分析装置の操作性を向上させることができる。
【００８０】
　制御装置１００では、分析結果表示制御部１８は、タッチパネル２０による試料像上の
分析位置の指定に基づき分析結果を表示部３０に表示させる制御を開始し、タッチパネル
２０による分析位置の指定の解除に基づき分析結果を表示部３０に表示させる制御を終了
する。これにより、ユーザーは不必要な分析結果を表示部３０から消去する操作を行わな
くてもよいため、分光分析装置の操作性を向上させることができる。
【００８１】
　本実施形態に係る制御方法は、分光分析装置１０１で撮影された試料像を表示部３０に
表示させる制御を行う工程と、タッチパネル２０による試料像上の分析位置の指定に基づ
き分光分析装置１０１に対して分析を開始させる制御を行う工程と、タッチパネル２０に
よる分析位置の指定の解除に基づき分光分析装置１０１に対して分析を終了させる制御を
行う工程と、を含む。そのため、上述したように、分光分析装置の操作性を向上させるこ
とができる。
【００８２】
　分析システム１０００は、制御装置１００を含むため、分光分析装置の操作性を向上さ
せることができる。
【００８３】
　１．４．　変形例
　次に、本実施形態に係る制御装置の変形例について説明する。なお、上述した本実施形
態に係る制御装置の例と異なる点について説明し、同様の点については説明を省略する。
【００８４】
　（１）第１変形例
　まず、第１変形例について説明する。なお、第１変形例において、分析システムの構成
は、図１に示す分析システム１０００と同様であり、図示を省略する。
【００８５】
　上述した実施形態では、判定部１３は、タッチパネル２０によって試料像表示部２への
接触が検出された場合（接触操作が行われた場合）に、分析位置が指定されたと判断した
。
【００８６】
　これに対して、本変形例では、判定部１３は、タッチパネル２０によって試料像表示部
２への接触が所定の時間継続して検出された場合（接触操作が所定の時間継続した場合）
に、分析位置が指定されたと判断する。すなわち、本変形例では、ユーザーが指先ＦＧを
試料像表示部２（タッチパネルディスプレイ）に表示された試料像上の任意の位置に接触
させる操作を所定の時間継続して行うことにより、分析位置が指定される。なお、ユーザ
ーが指先ＦＧを接触させる操作を所定の時間継続しなかった場合には、分析は開始されな
い。
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【００８７】
　本変形例では、分析位置の指定を指定するための操作が誤認識されるおそれを低減させ
ることができる。例えば、試料像の視野の移動を、ユーザーが指先ＦＧを試料像表示部２
の任意の位置に接触させた状態で指先ＦＧを所望の方向に移動させることで（スライドさ
せることで）行う場合、視野の移動と分析位置の指定とが誤認識されるおそれがある。本
変形例では、指先ＦＧを接触させる操作を所定の時間継続して行った場合に、分析位置が
指定されるため、試料の移動と分析位置の指定とが誤認識されるおそれを低減させること
ができる。このように本変形例では、タッチパネル２０による分析位置を指定するための
操作が誤認識されるおそれを低減させることができる。
【００８８】
　（２）第２変形例
　次に、第２変形例について説明する。図７～図９は、第２変形例に係る制御装置におけ
る分光分析装置の操作の一例を説明するための図である。なお、第２変形例における分析
システムの構成は、図１に示す分析システム１０００と同様であり、図示を省略する。
【００８９】
　図７に示すように、ユーザーが指先ＦＧを試料像表示部２に表示された試料像上の任意
の位置に接触させる操作を行うことで、分析位置が指定される。このとき、本変形例では
、ユーザーによって指定された位置を中心とした規定範囲が分析位置（分析領域）として
指定され、この範囲（領域）で分析が行われる。すなわち、分光分析装置１０１では分析
を行う際にこの範囲に電子線が照射される。規定範囲の大きさや、形状は適宜設定するこ
とができる。例えば、図７に示す例では、規定範囲は矩形であり、図８に示す例では規定
範囲は円である。
【００９０】
　また、図９に示すように、ユーザーによって指定された位置に隣接した同輝度、もしく
は同輝度±Ｘ階調のピクセル領域の範囲が分析位置として指定されてもよい。
【００９１】
　（３）第３変形例
　次に、第３変形例について説明する。図１０は、第３変形例に係る制御装置における分
光分析装置の操作の一例を説明するための図である。なお、第３変形例における分析シス
テムの構成は、図１に示す分析システム１０００と同様であり、図示を省略する。以下、
本変形例について、図３～図５、図１０を参照しながら説明する。
【００９２】
　図３に示すように、ユーザーが指先ＦＧを試料像表示部２に表示された試料像上の任意
の位置に接触させる操作を行うことで、分析位置が指定される。これにより、分光分析装
置１０１では、当該分析位置で分析が開始される。そして、図４に示すように、記憶部４
０に分光分析装置１０１から出力された分析データの記憶が開始され、ＥＤＳスペクトル
が分析結果表示部３に表示される。
【００９３】
　図１０に示すように、ユーザーが指先ＦＧを分析位置に接触させた状態で、別の指先Ｆ
Ｇを試料像表示部２の任意の位置に接触させる操作を行う。これにより、図５に示すよう
にユーザーが指先ＦＧを試料像表示部２から離す操作を行って分析位置の指定が解除され
て分析が終了したときに、記憶部４０に記憶されている分析データは消去されずに保持さ
れる。なお、分析結果表示部３に表示されていたＥＤＳスペクトルは、非表示となっても
よいし、表示されたままであってもよい。
【００９４】
　すなわち、本変形例では、分析結果記憶制御部１６は、ユーザーが指先ＦＧを分析位置
に接触させた状態で、別の指先ＦＧを試料像表示部２の任意の位置に接触させる操作を行
った場合に、タッチパネル２０による分析位置の指定が解除されたタイミングに基づき記
憶部４０に記憶された分析データを消去する処理を行わずに、分析位置の情報とともに分
析データを記憶部４０に保持する処理を行う。
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【００９５】
　（４）第４変形例
　次に、第４変形例について説明する。図１１および図１２は、第４変形例に係る制御装
置における分光分析装置の操作の一例を説明するための図である。なお、第４変形例にお
ける分析システムの構成は、図１に示す分析システム１０００と同様であり、図示を省略
する。以下、本変形例について、図３、図４、図１１、図１２を参照しながら説明する。
【００９６】
　図３に示すように、ユーザーが指先ＦＧを試料像表示部２に表示された試料像上の任意
の位置に接触させる操作を行うことで、分析位置が指定される。これにより、分光分析装
置１０１では、当該分析位置で分析が開始される。そして、図４に示すように、記憶部４
０に分光分析装置１０１から出力された分析データの記憶が開始され、ＥＤＳスペクトル
が分析結果表示部３に表示される。
【００９７】
　分析が開始された状態で、図１１に示すように、ユーザーが指先ＦＧを試料像表示部２
に接触させたまま移動させる操作を行うと、移動後の位置が分析位置として指定される。
これにより、分光分析装置１０１では、移動後の分析位置で引き続き分析が行われ、図１
２に示すように、移動後の分析位置の分析結果が分析結果表示部３に表示される。
【００９８】
　すなわち、本変形例では、分析装置制御部１４は、タッチパネル２０（試料像表示部２
）上での指先ＦＧの接触移動に伴い分析位置が変化した場合に、分光分析装置１０１に対
して変化した後の分析位置で分析を開始させる制御を行う。
【００９９】
　２．　第２実施形態
　２．１．　制御装置
　次に、第２実施形態に係る制御装置について図面を参照しながら説明する。図１３は、
第２実施形態に係る制御装置２００を含む分析システム１０００の機能ブロック図の一例
を示す図である。以下、第２実施形態に係る制御装置を含む分析システムにおいて、第１
実施形態に係る制御装置を含む分析システムの構成部材と同様の機能を有する部材につい
ては同一の符号を付し、その詳細な説明を省略する。
【０１００】
　分析システム１０００は、分光分析装置１０１と、制御装置２００と、を含む。
【０１０１】
　制御装置２００の処理部１０は、試料像表示制御部１２と、判定部１３と、分析装置制
御部１４と、分析結果記憶制御部１６と、分析結果表示制御部１８と、に加えて、さらに
、アイコン表示制御部１９を含む。
【０１０２】
　アイコン表示制御部１９は、第２モードにおいて、タッチパネル２０による表示部３０
に表示された試料像上の分析位置の指定がなされた場合に、分析開始アイコンおよび分析
キャンセルアイコンを表示部３０に表示させる制御を行う。分析開始アイコンは、指定さ
れた分析位置で分光分析装置１０１に分析を開始させるための操作、および分析を終了さ
せるための操作を受け付けるアイコンである。分析キャンセルアイコンは、指定された分
析位置での分析をキャンセルするための操作を受け付けるアイコンである。
【０１０３】
　分析装置制御部１４は、第２モードにおいて、タッチパネル２０による分析開始アイコ
ンに対する操作に基づき分光分析装置１０１に対して分析を開始させる制御を行い、タッ
チパネル２０による分析開始アイコンに対する操作の解除に基づき分光分析装置１０１に
対して分析を終了させる制御を行う。
【０１０４】
　なお、本実施形態における制御装置２００の第２モードの動作は、上述した制御装置１
００の第２モードの動作と同様でありその説明を省略する。
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【０１０５】
　２．２．　本実施形態の手法
　次に、本実施形態の手法について図面を用いて説明する。
【０１０６】
　ここでは、制御装置２００が第１モードで動作する場合について説明する。図１４～図
１８は、制御装置２００における分光分析装置１０１の操作の一例を説明するための図で
ある。
【０１０７】
　図１４に示すように、ユーザーが指先ＦＧを試料像表示部２に表示された試料像上の任
意の位置に接触させる操作を行うことで、分析位置が指定される。これにより、指定され
た分析位置の近傍に分析開始アイコン８および分析キャンセルアイコン９が表示される。
分析開始アイコン８および分析キャンセルアイコン９は、図１４に示すように、指定され
た分析位置の近傍に表示される。
【０１０８】
　図１５に示すように、ユーザーが分析位置を指定した指先ＦＧとは別の指先ＦＧを、分
析開始アイコン８に接触させる操作を行うことで、分光分析装置１０１では、指定された
分析位置で分析が開始される。
【０１０９】
　図１６に示すように、分析が開始されると同時に、記憶部４０に対して分光分析装置１
０１から出力された分析データを記憶させる処理が開始され、ＥＤＳスペクトル（分析結
果）が分析結果表示部３に表示される。ユーザーが指先ＦＧを分析開始アイコン８に接触
される操作を行っている間は分析が継続して行われ、分析データが積算される。そして、
分析結果表示部３には、積算されたＥＤＳスペクトルが表示される。
【０１１０】
　図１７に示すように、ユーザーが指先ＦＧを分析開始アイコン８から離す操作（タッチ
アップ）分析が終了する。このとき、分析結果表示部３に表示されていたＥＤＳスペクト
ルは非表示となり、記憶部４０に記憶されている分析データは消去される。なお、ユーザ
ーが指先ＦＧを分析位置から離す操作を行うことで、分析を終了させてもよい。
【０１１１】
　なお、図１４に示すように、分析位置が指定されて分析開始アイコン８および分析キャ
ンセルアイコン９が表示された後、図１８に示すように、ユーザーが指先ＦＧを分析キャ
ンセルアイコン９に接触させる操作を行うことで、分析位置の指定が解除され、当該分析
位置では分析が行われない。
【０１１２】
　２．３．　制御装置の動作
　次に、本実施形態に係る制御装置の動作について説明する。ここでは、第１モードにお
ける制御装置２００の動作について説明する。図１９は、制御装置２００の動作の一例を
示すフローチャートである。なお、図１９に示すフローチャートにおいて、図６に示すフ
ローチャートの処理と同様の処理については同じ符号を付して、詳細な説明を省略する。
【０１１３】
　まず、試料像表示制御部１２は、分光分析装置１０１の電子顕微鏡１０２で取得された
電子顕微鏡像（試料像）を表示部３０（試料像表示部２）に表示させる制御を行う（ステ
ップＳ１０）。
【０１１４】
　次に、判定部１３は、ユーザーによって表示部３０に表示された試料像上の分析位置が
指定されたか否かを判断する（ステップＳ１２）。
【０１１５】
　分析位置が指定されたと判断された場合（ステップＳ１２の「Ｙ」）、アイコン表示制
御部１９は、分析開始アイコン８および分析キャンセルアイコン９を表示部３０に表示さ
せる制御を行う（ステップＳ１３０）。
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【０１１６】
　次に、判定部１３は、分析開始アイコン８および分析キャンセルアイコン９のどちらが
操作されたかを判断する（ステップＳ１３２）。判定部１３は、タッチパネル２０によっ
て分析開始アイコン８への接触が検出された場合に、分析開始アイコン８が操作されたと
判断し、タッチパネル２０によって分析キャンセルアイコン９への接触が検出された場合
に、分析キャンセルアイコン９が操作されたと判断する。
【０１１７】
　分析キャンセルアイコン９が操作されたと判断された場合（ステップＳ１３２の「Ｃ」
）、分析位置の指定が解除され、ステップＳ１２に戻る。
【０１１８】
　分析開始アイコン８が操作されたと判断された場合（ステップＳ１３２の「Ｓ」）、す
なわち、分析開始アイコン８の操作に基づいて、分析装置制御部１４は、分光分析装置１
０１に対して分析を開始させる制御を行う（ステップＳ１４）。
【０１１９】
　分析装置制御部１４は、例えば、分析開始アイコン８の操作がなされたと判断されると
、分析を開始させるための制御信号を分光分析装置１０１に送る処理を行う。
【０１２０】
　また、分析開始アイコン８が操作されたと判断された場合（ステップＳ１３２の「Ｓ」
）、分析結果記憶制御部１６は、分光分析装置１０１から出力された分析データを記憶部
４０に記憶させる処理を開始する（ステップＳ１６）。
【０１２１】
　また、分析開始アイコン８が操作されたと判断された場合（ステップＳ１３２の「Ｓ」
）、分析結果表示制御部１８は、ＥＤＳスペクトル（分析結果）を表示部３０に表示させ
る制御を開始する（ステップＳ１８）。
【０１２２】
　次に、判定部１３は、ユーザーによって分析開始アイコン８の操作が解除されたか否か
を判断する（ステップＳ１９０）。判定部１３は、タッチパネル２０によって分析開始ア
イコン８への接触が検出されなくなった場合（分析開始アイコン８に対するタッチアップ
操作が検出された場合）に、分析開始アイコン８の操作が解除されたと判断する。
【０１２３】
　分析開始アイコン８の操作が解除されたと判断された場合（ステップＳ１９０の「Ｙ」
）、分析装置制御部１４は、分光分析装置１０１に対して分析を終了させる制御を行う（
ステップＳ２２）。
【０１２４】
　分析装置制御部１４は、例えば、分析開始アイコン８の操作が解除されたと判断された
場合に、分析を終了させるための制御信号を分光分析装置１０１に送る処理を行う。これ
により、分光分析装置１０１では、電子顕微鏡１０２による分析位置に対する電子線の照
射が中止される。
【０１２５】
　また、分析開始アイコン８の操作が解除されたと判断された場合（ステップＳ１９０の
「Ｙ」）、分析結果記憶制御部１６は、記憶部４０に記憶されていた分析データを消去す
る処理を行う（ステップＳ２４）。これにより、記憶部４０に記憶されていた積算された
分析データは消去される。
【０１２６】
　また、分析開始アイコン８の操作が解除されたと判断された場合（ステップＳ２０の「
Ｙ」）、分析結果表示制御部１８は、ＥＤＳスペクトル（分析結果）を表示部３０に表示
させる制御を終了する（ステップＳ２６）。これにより、表示部３０（分析結果表示部３
）には、ＥＤＳスペクトルは表示されない。そして、ステップＳ１２に戻り、ステップＳ
１２～ステップＳ２６の処理が繰り返される。
【０１２７】
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　一方、分析開始アイコン８の操作が解除されていないと判断された場合（ステップＳ１
９０の「Ｎ」）、ステップＳ１６に戻って、ステップＳ１６、ステップＳ１８の処理が行
われる。すなわち、記憶部４０には分析データが積算され、表示部３０には積算されたＥ
ＤＳスペクトルが表示される。
【０１２８】
　制御装置２００は、例えば、以下の特長を有する。
【０１２９】
　制御装置２００では、アイコン表示制御部１９はタッチパネル２０による試料像上の分
析位置の指定がなされた場合に、分析開始アイコン８を表示部３０に表示させる制御を行
い、分析装置制御部１４は、タッチパネル２０による分析開始アイコン８に対する操作に
基づき分光分析装置１０１に対して分析を開始させる制御を行い、分析開始アイコン８に
対する操作の解除に基づき分光分析装置１０１に対して分析を終了させる制御を行う。し
たがって、分析を終了させるためのアイコンの操作を行わなくてもよいため、分光分析装
置の操作性を向上させることができ、例えば分析の時間を短縮することができる。また、
分析位置を指定するための操作が誤認識されるおそれを低減させることができる。例えば
、試料の移動と分析位置の指定とが誤認識されるおそれを低減させることができる。
【０１３０】
　３．　第３実施形態
　次に、第３実施形態に係る制御装置を含む分析システムについて説明する。図２０は、
第３実施形態に係る制御装置２００を含む分析システム１０００の機能ブロック図の一例
を示す図である。以下、第２実施形態に係る制御装置を含む分析システムにおいて、第１
及び第２実施形態に係る制御装置を含む分析システムの構成部材と同様の機能を有する部
材については同一の符号を付し、その詳細な説明を省略する。
【０１３１】
　上述した制御装置１００では、図１に示すように、ポインティング手段は、タッチパネ
ル２０であった。これに対して制御装置２００では、図２０に示すようにポインティング
手段は、マウス２２である。
【０１３２】
　例えば、図３に示す分析位置を指定するための操作をマウス２２で行う場合、ユーザー
がマウス２２を用いてマウスカーソルを試料像表示部２の任意の領域に重ねてクリックす
る。これにより、分析位置が指定されて、分光分析装置１０１では当該分析位置で分析が
開始される。
【０１３３】
　そして、ユーザーがマウス２２をクリックしている間は分析が継続して行われ、分析デ
ータが積算され続ける。そして、分析結果表示部３には、積算されたＥＤＳスペクトルが
表示される。
【０１３４】
　図５に示す分析位置の指定を解除するための操作をマウス２２で行う場合、ユーザーが
マウス２２のクリックを中止する操作を行う。これにより、分析位置の選択が解除され、
分光分析装置１０１では分析が終了する。このとき、分析結果表示部３に表示されていた
ＥＤＳスペクトルは非表示となり、記憶部４０に記憶されている分析データは消去される
。
【０１３５】
　制御装置３００によれば、上述した制御装置１００と同様の作用効果を奏することがで
きる。
【０１３６】
　なお、制御装置３００では、制御装置１００のポインティング手段としてマウスを用い
る例について説明したが、上述した制御装置１００の変形例や、制御装置２００において
も、ポインティング手段としてマウスを用いてもよい。
【０１３７】
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　なお、上述した実施形態及び変形例は一例であって、これらに限定されるわけではない
。例えば各実施形態及び各変形例は、適宜組み合わせることが可能である。
【０１３８】
　本発明は、実施の形態で説明した構成と実質的に同一の構成（例えば、機能、方法およ
び結果が同一の構成、あるいは目的及び効果が同一の構成）を含む。また、本発明は、実
施の形態で説明した構成の本質的でない部分を置き換えた構成を含む。また、本発明は、
実施の形態で説明した構成と同一の作用効果を奏する構成又は同一の目的を達成すること
ができる構成を含む。また、本発明は、実施の形態で説明した構成に公知技術を付加した
構成を含む。
【符号の説明】
【０１３９】
１…設定画面、２…試料像表示部、３…分析結果表示部、４…操作部、５…インスタント
分析アイコン、６…点分析アイコン、６ａ…分析開始アイコン、６ｂ…分析終了アイコン
、８…分析開始アイコン、９…分析キャンセルアイコン、１０…処理部、１２…試料像表
示制御部、１３…判定部、１４…分析装置制御部、１６…分析結果記憶制御部、１８…分
析結果表示制御部、１９…アイコン表示制御部、２０…タッチパネル、２２…マウス、３
０…表示部、４０…記憶部、５０…情報記憶媒体、１００…制御装置、１０１…分光分析
装置、１０２…電子顕微鏡、２００…制御装置、３００…制御装置、１０００…分析シス
テム

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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